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あらまし 本発表では逐次比較型アナログディジタル変換器 (SAR ADC)の線形性補正による高精度化手法の検討につ

いて報告する。SAR ADCは容量DAC、サンプルホールド回路、比較器、ロジック回路で構成されており、比較的電力

効率のよい構造である。しかしながら、CMOSプロセスの素子ばらつきや容量 DAC内の配線容量などの寄生容量によ

る線形性劣化、またスイッチ抵抗や比較器で発生する雑音等が原因で高分解能化の実現が困難である。そこで高精度化

の課題の一つである線形性の改善を目的として、容量 DACの面積増加を抑えたまま精度向上が期待できる寄生容量の

補正方法とミスマッチ補正方法についての検討を行った。また、補正精度の向上のためにMetal-Oxide-Metal(MOM)容

量を用いた微小容量構造について検討した。シミュレーションにより寄生容量補正により ENOBで 10.6bitから 11.8bit

への精度改善、ミスマッチ補正によるエラーの低減を確認した。
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Abstract This poster reports two linearity calibration methods for successive approximation register analog-to-digital con-

verter (SAR ADC). The linearity of SAR ADC is deteriorated due to the parasitic capacitance and the mismatch of Capacitor

DAC(CDAC). The structure of CDAC with sub DAC for mismatch calibration and capacitor for parasitic capacitance cali-

bration is proposed. And Metal-Oxide-Metal(MOM) capacitor structure is introduced for small capacitance. The simulation

results show that calibration for parasitic capacitance achieved ENOB improvement from 10.6 bits to 11.8 bits. And also

mismatch calibration shows little improvement of the performance of the ADC.
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